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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre Antonio 

Apellidos Calomarde Palomino 

Sexo Hombre Fecha de Nacimiento 

DN I/N I E/Pasaporte 

URL Web 

Dirección Email ANTONIO.CALOMARDE@UPC.EDU 

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 0000-0002-4459-8505 

A.1. Situación profesional actual
Puesto Titular de universidad 

Fecha inicio 

Organismo/ Institución Universitat Politécnica de Catalunya 

Departamento / Centro Departamento de Ingeniería Electrónica 

País 1 Teléfono 1 
Palabras clave 

18/09/2023 1 

A.2. Situación profesional anterior {incluye interrupciones en la carrera investigadora -
indicar meses totales, según texto convocatoria-)

Periodo Puesto / Institución / País 
2016 - 2020 Titular de universidad/ Universitat Politécnica de Catalunya / 

España 

2014 - 2016 Titular de escuela universitaria/ Universitat Politécnica de 

Catalunya / España 

1986 - 2014 Titular de escuela universitaria/ Universitat Politécnica de 

Catalunya 

A.3. Formación académica
Grado/Master/Tesis 

por la Universitat Politécnica de Catalunya 

Enginyer Electronic 

Ingeniero Técnico en Electricidad 

(Electrónica Industrial) 

Universidad / País 
Universitat Politécnica de 

Catalunya / España 

Universitat Autonoma de Barcelona 

Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES 

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con "peer review" y
conferencias
AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante/ total autores. Si aplica, 
indique el número de citaciones 

1 Artículo científico. Caro, M.; Tabani, H.; Abella, J.; et al; Fornt, J.; Calomarde,
A.(8/12). 2023. An automotive case study on the limits of approximation for 

object detection. Journal of systems architecture. 138-article 102872, pp.1-14. ISSN 

1383-7621. https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2023.102872 

2 Artículo científico. Calomarde, A.; Manich, S.; Rubio, A.; Gamiz, F.(1/

4). 2022. lnfluence of punch trough stop layer and well depths on the 

robustness of bulk FinFETs to heavy ions impact. IEEE access. lnstitute 

of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 10, pp.47169-47178. ISSN 
2169-3536. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3171813 
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